












































专利名称(译) 处理装置，超声波装置，超声波探头和超声波诊断装置

公开(公告)号 US20170079618A1 公开(公告)日 2017-03-23

申请号 US15/366135 申请日 2016-12-01

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 ONISHI YASUNORI
TSURUNO JIRO

发明人 ONISHI, YASUNORI
TSURUNO, JIRO

IPC分类号 A61B8/00 G01S15/89 B06B1/06

CPC分类号 A61B8/4444 A61B8/4405 A61B8/4411 A61B8/4427 G01S15/895 A61B8/461 A61B8/54 B06B1/0622 
A61B8/4494 A61B8/4477 A61B8/4483 B06B1/0269 G01S7/5202 G01S7/52046 G01S7/5205 G01S15
/8925

优先权 2012121889 2012-05-29 JP

其他公开文献 US9867593

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波装置包括基板，具有第一频率的共振特性的第一超声波元件，以
及具有低于第一频率的第二频率的共振特性的第二超声波元件。第一超
声波元件沿第一方向排列，以形成第一至第n高频超声波元件线。第二超
声波元件沿第一方向排列，以形成第一至第n低频超声波元件线。第一至
第n高频超声波元件线和第一至第n低频超声波元件线沿第二方向排列。
第一和第二超声元件具有开口，振动膜和压电元件部分。第一超声波元
件的开口的第二方向上的长度短于第二超声波元件的开口的第二方向上
的长度。
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